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まえがき 
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標準仕様書（TS）     TS 
 K 0015：2012 
 

表面化学分析－グロー放電質量分析方法通則 
Surface chemical analysis-Glow discharge mass spectrometry (GD-MS)- 

Introduction to use 
 

序文 

この文書は，2009 年に第 1 版として発行された ISO/TS 15338 を基に，我が国の実情と合わせるために，

技術的内容を一部変更して作成した標準仕様書（TS）である。 

なお，この標準仕様書（TS）で点線の下線を施してある箇所は，対応国際標準仕様書を変更している事

項である。変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 
 

1 適用範囲 

この標準仕様書（TS）は，グロー放電質量分析方法（GD-MS）で用いる機器・装置の操作及びその分析

手順に関する事項について規定する。この標準仕様書（TS）は，機器製造業者が作成した取扱説明書及び

推奨する事項と併読することを意図している。 

注記 この標準仕様書（TS）の対応国際標準仕様書及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/TS 15338:2009，Surface chemical analysis－Glow discharge mass spectrometry (GD-MS)－

Introduction to use（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-2 に基づき，“修正している”

ことを示す。 
 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この標準仕様書（TS）に引用されることによって，この標準仕様書（TS）の規定の

一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0147 表面化学分析－用語 

注記 対応国際規格：ISO 18115，Surface chemical analysis－Vocabulary（IDT） 
 

3 用語及び定義 

この標準仕様書（TS）で用いる主な用語及び定義は，JIS K 0147 によるほか，次による。 

3.1 

測定の精確さ（accuracy of measurement） 

個々の測定結果と採択された参照値との一致の程度。3.2 の測定の精度の概念を含み，精確さで規定され

ている。 

3.2 

測定の精度（precision of measurement） 

定められた条件の下で得られる独立した測定結果の間の一致の程度。 


